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1.

De los siguientes beneficios sobre la preparacién de muestras por fusion (perlas) para el andlisis por
fluorescencia de rayos x, indicar cual es incorrecto.

a) Se eliminan todos los efectos de matriz entre los elementos de la muestra.

b) Se eliminan los efectos derivados del tamafio de particula.

c¢) La preparacioén de patrones artificiales es mas sencilla que con muestras de polvo prensadas.
d) Los efectos de matriz son menores que para las pastillas de polvo prensadas.

Se entiende por riesgo laboral grave e inminente:

a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un dafio
grave para la salud de los trabajadores

b) Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un dafio grave
para la salud de los trabajadores

c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato y pueda suponer un dafio grave
para la salud de los trabajadores

d) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un dafio
grave para la salud de los trabajadores

¢ Qué es y qué indica el factor Rint que se calcula para los datos de difraccion de rayos x de monocristal?

a) Es un parametro que mide la bondad del refinamiento estructural, que sera mejor para valores pequefios de este
parametro

b) Es un parametro que mide la calidad de los datos al comparar las desviaciones de posicion angular para
reflexiones equivalentes respecto a su posicion promedio. Cuanto menor sea su valor, mejores seran los datos

c) Es un parametro que mide la calidad de los datos al comparar las desviaciones de intensidad para reflexiones
equivalentes respecto a su intensidad promedio. Cuanto menor sea su valor, mejores seran los datos

d) Es un parametro que se calcula durante el refinamiento por minimos cuadrados. El refinamiento se da por
terminado cuando ya no se puede reducir mas su valor

¢Coémo se define la resolucion en un difractémetro de polvo o policristal?

a) Es el tamafio de paso angular mas pequefio que puede moverse el goniémetro

b) Es el espaciado mas pequefio que se puede medir en el equipo

¢) Es la capacidad de separar dos o mas reflexiones proximas

d) Es el espaciado mas grande que se puede medir en el equipo
De las siguientes afirmaciones sobre los espectrémetros de fluorescencia de rayos x por dispersion de
longitudes de onda, indicar cual es incorrecta.

a) La muestra se sitla en el eje del goniémetro y gira a la mitad de velocidad que el cristal analizador y el detector

b) Las lineas caracteristicas de cada elemento aparecen siempre en valores fijos de 2th que dependen del cristal
analizador.

¢) La muestra esta fija durante la medida y préxima al tubo de rayos x
d) Se pueden seleccionar diferentes rangos de energia cambiando el cristal analizador




6.

Para efectuar una recogida de datos completa en un difractometro con goniémetro de 3 circulos y detector
de &rea

a) Se pueden programar barridos en 2theta o en omega, en funcidn del tipo de muestra

b) Se pueden programar barridos en chi o en phi, segin sea el tamafio de la celdilla

¢) Se pueden programar barridos en omega o en phi, aunque la practica mas comuin es la primera
d) Los barridos de difraccion de rayos x son siempre en 2theta

Respecto a un difractémetro de monocristal con detector de area, ¢cudl de las siguientes afirmaciones es
correcta?

a) No es necesario modificar la distancia cristal-detector definida en fabrica en ningin caso

b) Se deben emplear distancias mayores para cristales con celdilla unidad méas grande para minimizar asi el
solapamiento de las reflexiones

c) Se deben emplear distancias menores para cristales con celdilla unidad mas grande para minimizar asi el
solapamiento de las reflexiones

d) Se deben emplear distancias mayores con cristales mas grandes para evitar la saturacién del detector
Al refinar la estructura de un compuesto a partir de datos de difraccion de rayos x de monocristal, ¢qué
reflexiones se deben utilizar?

a) Se deben descartar las reflexiones incluidas en las capas de menor resolucion cuando tienen valores mas altos de
I/sigma (aproximadamente >2) y mas bajos de Rint (aproximadamente 0.45) porque se consideran ruido

b) Se deben utilizar todas las reflexiones medidas

c) Se deben descartar las reflexiones con menor intensidad porque se consideran ruido

d) Se deben descartar las reflexiones incluidas en las capas de mayor resolucion cuando tienen valores més bajos de

I/sigma (aproximadamente 2) y mas altos de Rint (aproximadamente >0.45) porque se consideran ruido

En un fichero con extensién “ins” para el programa SHELXL, la instruccién “HKLF", ¢qué significay donde
debe ir colocada?

a) Debe ser la primera instruccién del fichero y debe indicar el nombre del fichero con las reflexiones

b) Debe ser la dltima instruccién del fichero e indicar el tipo de fichero de reflexiones que se va a proporcionar

¢) No importa la posicién, pero debe ir seguida del tipo de fichero de reflexiones que se va a utilizar

d) Debe aparecer inmediatamente después del titulo e indicar el nombre del fichero de reflexiones

10. Los Delegados de Prevencién seran designados:

a) Por el empresario

b) Por los técnicos de Prevencion

c¢) Por los trabajadores entre los representantes de los trabajadores
d) Por y entre los representantes de los trabajadores

11. Cuando tras un refinamiento estructural se obtiene un valor del pardmetro de Flack proximo a 1, ¢ cudl de

las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Se trata de una estructura centrosimétrica
b) Hay que invertir el modelo estructural para obtener la estructura correcta
¢) Se ha completado el refinamiento
d) Se ha determinado correctamente la configuracion absoluta

12. ¢Coémo podemos identificar y refinar el desorden posicional de varios atomos sobre dos posiciones en una

estructura de molécula pequefia con el programa para refinamiento del paquete de programas SHELX?
a) Refinando el factor de ocupacion de los atomos implicados mediante el comando DISO

b) Delimitando los grupos de atomos implicados con instrucciones DISO y refinando una variable libre FVAR para el
factor de ocupacion de las partes que afectara al conjunto de atomos implicados

c) Delimitando los grupos de atomos implicados con instrucciones PART y refinando una segunda variable libre para
el factor de ocupacion de las partes a la que deberan referirse en sus descripciones todos los atomos implicados

d) Delimitando los grupos de atomos implicados con instrucciones SOF y refinando una segunda variable libre para el
factor de ocupacion de los grupos




13. ¢Paraqué seincluye el comando ACTA en el fichero de instrucciones que controla el programa SHELXL?

a) Para indicar al programa SHELXL que se deben actualizar las posiciones atomicas
b) Para indicar al programa SHELXL que genere un fichero con la informacion cristalografica con extension cif
¢) Para indicar al programa SHELXL que se deben actualizar todos los parametros del refinamiento

d) Para indicar al programa SHELXL que genere un fichero con las tablas de distancias interatomicas actualizadas
con extension act

14. En el proceso de medida, determinacién y refinamiento de estructuras por difracciéon de rayos x de

monocristal, ¢en qué momento y para qué se puede emplear la herramienta PLATON SQUEEZE?

a) En el disefio de la estrategia de medida, para evitar la redundancia en el registro de intensidades y acortar los
tiempos de medida

b) Durante el refinamiento estructural, para eliminar la contribucion a los factores de estructura del disolvente
desordenado localizado en la estructura

¢) Durante la determinacion estructural, para localizar los atomos de hidrégeno en la unidad asimétrica

d) Durante la reduccién de datos, para garantizar la correcta extraccion de intensidades cuando el cristal medido es
una macla

15. ¢En qué consiste el conocido como “Método de Flack” en el tratamiento de datos de difraccion de rayos x?

a) Es un método para determinar la configuracion absoluta de la estructura a partir de datos de difraccion de rayos x
de monocristal

b) Es un método de determinacion de estructuras ab initio a partir de datos de difraccion de rayos x monocristal
¢) Es un método para refinar estructuras cristalinas a partir de datos de difraccién de rayos x de monocristal
d) Es un método para refinar estructuras cristalinas a partir de datos de difraccion de rayos x de polvo (policristal)

16. Si en un fichero de instrucciones para el programa SHELXL se incluye la instruccién HKLF 4, ¢qué le

estamos indicando al programa?
a) Que el fichero de reflexiones incluye 4 parametros por reflexién, siendo los tres primeros los indices hkl
b) Que el fichero de reflexiones incluye valores de factores de estructura al cuadrado
¢) Que el fichero de reflexiones incluye valores de factores de estructura con cuatro posiciones decimales

d) Que el fichero de reflexiones incluye los factores de estructura al cuadrado de cuatro dominios que deben ser
tratados como una macla

17. Cuando se trabaja con estructuras de compuestos orgénicos con el programa SHELXL, se deben reportar

los posibles enlaces de hidrégeno. ¢(Qué comandos se usan para ello?

a) El comando HTAB para examinar la presencia de posibles enlaces para incluir las nuevas instrucciones HTAB
donor-atom acceptor-atom en el siguiente ciclo de refinamiento junto con el comando ACTA

b) El comando HTAB para localizar los enlaces de hidrégeno y el comando RTAB para refinar las posiciones de los
hidrégenos para poder reportarlos con el comando ACTA

c) El comando HTAB para localizar los atomos de hidrogeno en la estructura y seleccionar después los hidrégenos
implicados en los enlaces de hidrégeno

d) El comando RTAB donor-atom acceptor-atom para refinar los enlaces de hidrogeno y el comando HTAB para
incluir los resultados con la estructura final

18. Respecto al uso de la geometria de haz paralelo en un difractdmetro de polvo o policristal, qué afirmacion es

correcta
a) Solo se emplea en medidas de incidencia rasante
b) Evita los efectos del ajuste en altura de la muestra en la anchura de los picos
¢) Evita los efectos del ajuste en altura de la muestra en la anchura y la asimetria de los picos
d) Evita los efectos del ajuste en la altura de la muestra en la posicién de los picos

19. Respecto de un difractometro de rayos x con geometria Bragg-Brentano, cual de las siguientes afirmaciones

es correcta
a) El radio del circulo de enfoque cambia con el angulo 2Theta del goniémetro
b) El radio del gonidmetro coincide con el radio del circulo de enfoque en los barridos simétricos
¢) El radio del circulo de enfoque es menor para angulos 2Theta méas bajos
d) El radio del circulo de enfoque es constante e independiente del radio del gonibmetro




20.

21.

22.

23.

24,

25.

Cémo se consigue la determinacién del grupo espacial de una fase cristalina a partir de un experimento de
difraccion de rayos x de monocristal

a) Mediante la determinacion de la clase de Laue del diagrama de difraccion

b) Mediante la determinacion de los parametros de celdilla a partir del diagrama de difraccion considerando el
centrado de la celdilla para establecer la red de Bravais

c) Determinando la clase de Laue y las extinciones sistematicas presentes en el diagrama de difraccion, pero no
siempre se obtiene un grupo espacial Unico

d) El grupo espacial que puede generar un diagrama de difraccion es Unico y se determina mediante el andlisis de las
extinciones sisteméaticas observadas

PREGUNTAS DE RESERVA

Respecto a los equipos de proteccion, sefiale cual es de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad, sino protegernos de los riesgos que la tarea presenta

b) El EPI debe ser un elemento de proteccion para el que lo utiliza, no para la proteccion de productos o personas
ajenas

c) La utilizacion de los EPI queda reservada para los trabajadores encargados de dicha utilizacién
d) El EPI debe ser utilizado por el trabajador, anteponiéndolo siempre a la proteccién

En un andlisis por fluorescencia de rayos x, ¢,qué se entiende por fluorescencia secundaria?
a) La radiacion de fluorescencia generada en cristal analizador del espectrometro y que hay que filtrar

b) La radiacion de fluorescencia producida por la interaccion de la radiacion generada en los atomos de la muestra
con otros atomos de la muestra

c) La radiacion de fluorescencia generada por los atomos que no se quieren analizar y que pueden interferir en la
medida

d) La radiacion de fluorescencia producida por la dispersién Compton que se genera en la muestra
Respecto a las medidas de las intensidades de las reflexiones en difraccién de rayos x de monocristal, ¢qué
se cumple generalmente?

a) Los valores de I/sigma crecen en las capas de mayor resolucién, mientras que los valores de Rint decrecen

b) Tanto los valores de I/sigma como los valores de Rint aumentan en las capas de mayor resolucion

¢) Los valores de I/sigma decrecen en las capas de mayor resolucién, mientras que los valores de Rint crecen

d) Tanto los valores de I/sigma como los valores de Rint disminuyen en las capas de mayor resolucién
De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales, ¢qué se entiende
por equipo de trabajo?

a) Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizada en el trabajo

b) Los equipos de proteccion individual

¢) La ropa de trabajo

d) Todas son correcta
Cuando se utiliza un espejo focalizador en el haz incidente de un difractometro que trabaja con un tubo de
Cu, ¢qué filtro KBeta se debe utilizar?

a) Un filtro de Ni situado en la 6ptica de haz incidente

b) Un filtro de Ni situado en la 6ptica de haz incidente o en la de haz difractado

¢) No es necesario utilizar este tipo de filtros

d) Un filtro de Zr situado en la 6ptica de haz incidente o en la de haz difractado
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